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Abstract

The presentation gives an overview about the main, generally applied methods of 2D and 3D surface
topography (touch-pin head, SEM). Special attention goes to the comparison of the methods, the sense
of the measured values, the relation between the parametres. Also important point the projection of the

micro systems and the measured surface features.

Osszefoglalé

Az eléadasban bemutatasra keriilnek a feliilet topografiai vizsgalatdban alkalmazott fobb eljarasok —
3D-s tapintotiis mérés, elektronmikroszkopia — a 2D-s és a 3D-s jellemz6 paraméterek egymashoz valo
viszonya, megfeleltetése, informaciotartalmuk Osszevetése és elemzése, tovabba a képi megjelenités

fontossaga a feliilet mikrovilaganak feltarasaban.

1. Bevezetés

A mikodé feliletek mikrogeometriai  jellemzésére a gyakorlati méréstechnikaban dontéen
kétdimenzidés paramétereket alkalmaznak, amelyekkel azonban csak kovetkeztetni tudunk a valds
térbeli feliilet mikrotopografiai viszonyaira. A 2D-s mikrogeometriai paraméterekhez kapcsolddd
fogalom-meghatarozasokat és a jellemzOket nemzetk6zi szinten is szabvanyositottak (ISO 4287/1-
1997). E szabvany alapjan a jellemz6k harom f6 csoportba sorolhatok:

- azegyenetlenségek magassagaval kapcsolatos jellemzOk (R,, Ry, R;, Ry, Rek, Riw, Ry, Ry, Re)

- azegyenetlenségek profiliranya méreteivel kapcsolatos jellemzok (Rgy,)

- azegyenetlenségek form4javal kapcsolatos (in. hibrid) jellemzok (Ry,). [1]
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A 3D-s mikrotopografiai paraméterekkel [2] torténd jellemzés a feliilet térbeli egyenetlenségeinek
lényegesen valosaghlibb feltarasat, kiértekelését teszi lehetdvé, valamint alkalmas olyan tulajdonsagok
kimutatasara, szamszerii jellemzésére is, amelyekre a 2D-s paraméterek nem alkalmasak. A 3D-s
paraméterek jelentds része a 2D-ben jol ismert jellemzdk egy dimenzidval magasabb szintre
helyezésével keletkezett. A kutatds és az elemz6 laboratoriumi vizsgalatok szintjén megjelentek
azonban Ujabb mérészamok is. A haromdimenziés mikrotopografiai jellemzok — geometriai
informéacidtartalmuk alapjan — az aldbbiak szerint négy csoportba oszthatok:

- egyenetlenségmagassag (amplitado) iranyl (Sa, Sq, Sz, Ssk, Sku)

- vizszintes (térkdzi) iranyl (Sqs, Str, Sa)

- amikrotopografia alakjat (hibrid) leird (Saq,Ssc,Sar)

- a mikrotopografia mitkddési tulajdonsagait leir6 (funkcionalis) jellemzok (Syi, Sci, Svi)- [3,4]
A feliileti egyenetlenségek jellemzésére a miszaki gyakorlatban a tapintdtlis méréstechnika jatszik
kozponti szerepet, ahol a feliileti egyenetlenség érzékelésére egy megfelelden kialakitott tapintotiit
alkalmaznak. A hagyomanyosnak tekinthetdé metszettapintés (kétdimenzids) érdességméréseknél
igazolast nyert, hogy a mérés eredményét szamos tényezo befolyasolja. A legfontosabbak ezek koziil a
kiértékelési hossz, a mintavételi tavolsag értéke, a kozépvonal helyzete, a tapintd cslcssugaranak
nagysaga, a méroerd, a vontatasi sebesség, stb.
Haromdimenzios méréseknél e befolyasolo tényezok elsdsorban a térbeliség feltételei szerint, részint
ujabbakkal kiegésziilve modosulnak.
Az egyes paraméterek gyakorlati alkalmazhatosaganak megitélése szempontjabol fontos a mérési
folyamat két alapvetd jellemzdjének — a mintavételi tavolsagnak és a mintavételi felilletnek —

megvaltozasara vald érzékenység ismerete.

2. Anyag és moédszer

A vizsgalatra harom — kozel hasonld S,-val rendelkez6 — eltéré6 megmunkalasi eljarassal eldallitott
(koszorilt, leppelt, szikraforgacsolt), alapvetden eltérd topografiai jelleggel biro feliiletet valasztottunk
ki. A mintavételi felillet nagysdga mindharom esetben Imm? (1000pm x 1000um). Négyzetes
mintavételi racs hasznalata mellett a méréskor alkalmazott mintavételi tavolsag Ax=Ay=2um.

A mintavételi tavolsagnak a kiilonbdzé mikrotopografiai paraméterekre kifejtett hatasat az eredeti
Imm?*-es mintavételi felilleten vizsgaltuk a mintavételi tavolsag Ax=Ay=2 um-r6l Ax=Ay=10 um-re
vald novelésével. A mintavételi felillet hatdsdnak vizsgalatakor a Iépéstavolsagot (mintavételi
tavolsagot) Ax=Ay=10 um-re allitottuk be, a mintavételi feliiletet pedig 0,1 mm?*rél Imm*re noveltiik

egytized négyzetmilliméteres 1épésekkel [5]. Az érzékenység mértékének meghatarozasara valasztott
. o, 0 ‘ Loz . p , , .
paraméter: S = A IOO[A)] , ahol o, az egyes paraméterek szorasa, M a vizsgalt paraméter szamtani

kozépértéke.
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3. Eredmények

3D-s topografiai paraméterek
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1.4bra Az egyes mikrotopografiai paraméterek érzékenysége a mintavételi tdvolsagra

(A fliggbleges tengelyen az S(%) érzékenységi paraméter van feltiintetve.)

3D-s topografiai paraméterek
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2.abra Az egyes mikrotopografiai paraméterek érzékenysége a mintavételi felillet nagysagara
(A fiiggbleges tengelyen az S(%) érzékenységi paraméter van feltiintetve.)

4. Az eredmények értékelése, javaslatok

A mérési folyamat két alapvetd jellemzOjének — mintavételi tavolsag és a mintavételi feliilet —
valtozasara szamos mikrotopografiai paraméter érzékeny. A feliilet izotrdp illetve anizotrop jellege is
szerepet jatszik a paraméterek érzékenységében. A mérési paraméterek nem megfeleld
megvalasztdsakor tehat informaciovesztés 1€p fel. Ezért fontos és sziikséges a mérési gyakorlat, a
mérés koriilményeinek bedllitasi, szabvanyositasi eldirasainak feliilvizsgdlata els6sorban a 3D-s

topografiai mérési és kiértékelési technika tekintetében.
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